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サブミクロンCHIME年代測定法の開発
Development of submicron CHIME dating
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EPMAを用いた CHIME年代測定 [1][2][3] では、数ミクロンの領域の U-Th-Pb系の年代測定が可能である。通常 15か
ら 25keVのエネルギーの電子を用いるため、1ミクロン以下の微小粒子や、累帯構造をもつ鉱物の 1ミクロン以下の細
い領域を測定することは不可能である。そこで、1ミクロン以下の高空間分解能の CHIME年代測定法を開発した。その
結果、サブミクロン領域の CHIME年代測定は、EPMAで入射電子のエネルギーを小さくすることで実現可能であるこ
とが明らかになった。
　モンテカルロシミュレーションにより鉱物内部の X 線発生領域を求め、電子ビームの大きさを考慮した空間分解能

を検討した。Kato (2007)[4]のシミュレーションモデルを用いた。その結果、入射電子のエネルギーを 5keVにすると、
タングステンフィラメントでも通常の分析と同じ 200nAの照射電流で分析領域が 1ミクロン未満になることが明らかに
なった。また、X 線強度のシミュレーション結果から、入射電子のエネルギーを 5keVとし、照射電流を 200nAとした
場合の検出限界は閃ウラン鉱で 7Ma、モナズ石で 150から 450Ma（化学組成に依存）であることが予想される。
　次に、補正計算モデルについて検討した。5keVの条件では、発生関数の形状が 15keVの条件と大きく異なる。低エ

ネルギーでも正確な発生関数モデルでなければ正しい化学組成を得ることができない。double Gaussian[5][6]、PAP[7]、
surface-center Gaussian[8]及び conventional ZAFについて、閃ウラン鉱及び方トリウム鉱を用いて実際に X線強度を測定
して比較した。その結果、double Gaussianと PAPは 15keVと 5keVで得られる年代がよく一致しているが、surface-center
Gaussianと conventional ZAFでは、15keVで得られる年代と 5keVで得られる年代が大きく異なることが明らかになっ
た。したがって、5keVの入射電子を用いたサブミクロン CHIME年代測定では、double Gaussian又は PAPにより補正計
算を行う必要がある。
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